Jeudi 17 novembre

13h Accueil

13h30 Introduction (B.Malard/N.Ratel/B.Viguier/F. Lefebvre)

13h45

14h15 Convolution spatiale du champ de contrainte analysé par diffraction des rayons X

Kahloun, Charlie ; Badji, Riad ; Queyreau, Sylvain; Franciosi, Patrick ; Bacroix, Brigitte
LSPM-CNRS

14h35 Analyse des contraintes résiduelles dans les couches d’oxyde obtenues lors de I'oxydation a
haute température des alliages chromino-formeurs

Ji, Vincent; Prud'homme, Nathalie; Li, linwei

Chairman: Guillaume ICMMO/SP2M, Université Paris-Sud

GEANDIER
Gradient et CR dans  14h55 Etude de la transformation martensitique lors du grenaillage de I'acier TRIP780
des couches minces Guiheux, Romain ; Bouscaud, Denis ; Berveiller, Sophie ; Kubler, Régis ; Puydt, Quentin ; Patoor,
Etienne
Arts et Métiers ParisTech
15h15 Etude de la relaxation mécanique des contraintes résiduelles de grenaillage sous chargement

cyclique d’un acier TRIP

Mauduit, Cléement ; Kbibou, Mohamed ; Kubler, Régis ; Barrallier, Laurent ; Berveiller, Sophie ;
Puydt, Quentin

IRT M2P

15h35 Modele analytique pour le calcul des contraintes résiduelles apres grenaillage classique ou
ultrasonore

Gallitelli, Donato

uTT

15h55 Pause café et posters




8h30

9h

9h20

Chairman: Olivier
CASTELNAU. Nouvelles
techniques de 9h40
détermination des CR
et évolution de

techniques existantes.

10h
10h30

10h50

11h10

11h30

11h50

12h10
13h30

13h50

14h10

Vendredi 18 novembre

Conf Invitée: Martin Hytch - Mesure de déformation locale par holographie électronique

CEMIES, Toulouse

Détermination par ultrason de contraintes résiduelles sur des composants aéronautiques

Belahcene, Farid; Samson, Pierre
ULTRA RS

Caractérisation des champs de contrainte résiduelle a partir des ondes acoustiques de surface

Duquennoy, Marc; Ouaftouh, Mohammadi; Jenot, Frédéric
IEMN-DOAE

Détection de défauts locaux sub-surfaciques dans les matériaux par microscopie de champ
proche micro-onde

Bourillot, Eric ; Selon, Raphael ; Lesniewska, Eric ; Occhini, Laurent

Université de Bourgogne

Pause café et posters

Stress field and constitutive behaviour at the micron scale measured by in situ Laue
microdiffraction and/or HR-EBSD techniques

Castelnau, olivier
CNRS

Mesure précise et locale des déformations par diffraction électronique en précession

ROUVIERE, Jean-Luc; HAAS, Benedikt; COOPER, David; BERNIER, Nicolas; MANTE, Nicolas

CEA

Pause déjeuner et posters
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